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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung (10) zur photothermischen Untersuchung einer Probe
(12), mit einer Anregungsquelle (14, 20, 22) zum Erzeugen
eines auf eine Anregungsseite der Probe (12) gerichteten
elektromagnetischen Anregungsstrahls (18), einem Detek-
tor (28) zum Erfassen einer von einer Erfassungsseite der
Probe (12) abgegebenen Warmestrahlung (26), und einer
temperierbaren Probenkammer (36) mit einem darin unter-
gebrachten Probenhalter (13) zur Anordnung und Tempe-
rierung der Probe (12). Erfindungsgemal ist vorgesehen,
dass zwischen dem Probenhalter (13) und dem Detektor (28)
eine verstellbare Erfassungsoptik (32) vorgesehen ist, die
zur Einstellung eines gewilinschten Sichtfeldes des Detek-
tors (28) auf der Probenoberflache verstellbar ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zur photothermischen Untersuchung einer
Probe nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 sowie
ein Untersuchungsverfahren nach dem Oberbegriff
des Anspruchs 8.

[0002] Eine derartige Vorrichtung und ein der-
artiges Verfahren sind beispielsweise aus dem
Produktprospekt "LFA 447 Nano Flash® der Fa.
Netzsch-Geratebau GmbH, Selb, Deutschland, be-
kannt (am 04.07.2012 im Internet abrufbar un-
ter http://www.netzsch-thermal-analysis.com/down-
load/LFA_447_NanoFlash_D_1108_de_180._pdf).
Die bekannte Vorrichtung umfasst:
— eine Xenonblitzlampe als Anregungsquelle zum
Erzeugen eines auf eine als "Anregungsseite” fun-
gierende Vorderseite der zu untersuchenden Pro-
be gerichteten Anregungsstrahls,
— einen Infrarotdetektor zum Erfassen einer von
einer "Erfassungsseite”, hier Riickseite der Probe
abgegebenen Warmestrahlung, und
—eine Probenkammer in Form eines elektrisch be-
triebenen Ofens mit einem darin untergebrachten,
als "Probenwechsler” ausgebildeten Probenhalter
zur Anordnung und Temperierung mehrerer Pro-
ben.

[0003] Durch Einsatz des Ofens sind bei der bekann-
ten Vorrichtung sehr vorteilhaft Messungen der War-
meleitfahigkeit bzw. Temperaturleitfahigkeit der Pro-
be zwischen Raumtemperatur und 300°C mdglich.

[0004] Die Gestaltung des Probenhalters als Pro-
benwechsler gestattet eine gleichzeitige Anordnung
mehrerer Proben in der Probenkammer, von denen
jeweils eine als aktuell zu vermessende Probe aus-
wahlbar ist. Dies besitzt den Vorteil, dass z. B. die ei-
gentlich zu untersuchende Probe im Rahmen eines
softwaregesteuerten Messprogramms, bei welchem
z. B. die Temperatur in der Probenkammer schrittwei-
se Uber einen vorbestimmten Temperaturbereich ver-
andert wird, zusammen mit einer oder mehreren Re-
ferenzproben (mit bekannten physikalischen Eigen-
schaften) vermessen werden kann.

[0005] Zur Erzielung einer hohen Messgenauigkeit
hat es sich als vorteilhaft herausgestellt, wenn der
Infrarotdetektor bzw. dessen strahlungsempfindlicher
Bereich mdglichst nahe an der Rickseite der aktu-
ell zu untersuchenden Probe angeordnet ist, um die
von der Probenriickseite abgegebene Warmestrah-
lung mdéglichst vollstandig zu erfassen und mdoglichst
keine aus der Beheizung des Ofens resultierende
Wérmestrahlung zum Detektor gelangen zu lassen.
Letztere "Stdrstrahlung” ist in der Praxis der Grund
daflr, dass der Temperierungsbereich der bekann-
ten Vorrichtung auf 300°C begrenzt ist. Eine noch ho-
here Temperatur der Probe bzw. des Innenraumes

der Probenkammer héatte einen hinsichtlich der ho-
hen Messgenauigkeitsanforderungen inakzeptablen
Anstieg des Stdrstrahlungsanteils zur Folge.

[0006] Aullerdem ist zu bedenken, dass eine Erho-
hung der betriebsméaRig anfahrbaren maximalen Pro-
bentemperatur in der Regel eine vergrofRerte Baulan-
ge der Probenkammer erfordern wiirde, wodurch sich
der Abstand zwischen Probe und Detektor ebenfalls
vergroRern wirde. Fur einen vorgegebenen "Blick-
winkel” des Detektors (innerhalb dessen der Detek-
tor Warmestrahlung erfasst) bedeutet dies, dass ten-
denziell mehr Stdrstrahlung aus der Probenkammer
"an der Probe vorbei” zum Detektor gelangen kénnte.
Letzteres kann zwar durch Einsatz von geeignet di-
mensionierten und angeordneten Blenden vermieden
werden. Im Hinblick auf unterschiedliche Probengré-
Ren und -dicken ist die jeweils passende Dimensio-
nierung bzw. Anordnung solcher Blenden in der Pra-
xis jedoch nicht unproblematisch. Wenn eine solche
Blendenanordnung z. B. manuell durch einen Benut-
zer anzupassen ist, so stellt dies einen gewissen Auf-
wand und auch eine Fehlerquelle dar.

[0007] Aus der DE 698 28 873 T2 ist ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung zur photothermischen Un-
tersuchung eines Materials bekannt. Abgesehen von
dem Merkmal einer temperierbaren Probenkammer
erfullt auch dieser Stand der Technik die oberbegriffli-
chen Merkmale der Anspriiche 1 und 8. Zwischen der
Probe und dem Detektor ist eine verstellbare Erfas-
sungsoptik vorgesehen, mittels welcher ein Versatz
zwischen einem sportartigen Heizbereich und einem
spotartigen Erfassungsbereich auf der Probenober-
flache konstant gehalten wird.

[0008] Aus der US 2002/0131476 A1 ist eine Vor-
richtung sowie ein Verfahren zur Messung einer ther-
mophysikalischen Eigenschaft einer Probe bekannt.
Bei diesem Stand der Technik erfolgt eine Anregung
der Probe mittels eines darauf gerichteten Laser-
strahls, woraufhin die Reflektivitat der Probenoberfla-
che flr die Strahlung eines zusétzlich darauf gerich-
teten Laserstrahls gemessen wird.

[0009] Aus der WO 2011/137547 A2 ist eine gat-
tungsgemafe Vorrichtung und ein gattungsgemafes
Verfahren bekannt. Hierbei ist eine Erfassungsop-
tik vorgesehen, um die Erfassung von Warmestrah-
lung auf einen vorgegebenen Oberflachenbereich
der Probe zu begrenzen. Ahnliche Vorrichtungen und
Verfahren sind aus der DE 43 43 076 A1 und der
WO 01/29545 A1 bekannt. Auch bei den darin be-
schriebenen Vorrichtungen und Verfahren ist eine Er-
fassungsoptik zur Definition eines fest vorgegebenen
Sichtfeldes auf der Probenoberflache vorgesehen.

[0010] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, bei einer Vorrichtung bzw. einem Verfahren der
eingangs genannten Art bei der photothermischen
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Untersuchung von Proben unterschiedlicher Gréfe
und/oder unterschiedlicher Dicke, und insbesondere
fur relativ hohe betriebsmafig anfahrbare maximale
Probentemperaturen eine hohe Messgenauigkeit und
Reproduzierbarkeit zu ermoglichen.

[0011] Bei der erfindungsgemalen Vorrichtung wird
diese Aufgabe dadurch gel6st, dass zwischen dem
Probenhalter und dem Detektor eine verstellbare Er-
fassungsoptik vorgesehen ist, die zur Einstellung ei-
nes Sichtfeldes des Detektors auf der Probenoberfla-
che derart verstellbar ist, dass im Sichtfeld des De-
tektors je nach Einstellung dieser Optik wahlweise die
gesamte oder lediglich ein Teil der Erfassungsseite
der zu untersuchenden Probe liegt.

[0012] Der Begriff "Erfassungsoptik” soll hierbei je-
des aus einem oder mehreren, refraktiven oder re-
flektiven, optischen Elementen gebildetes optisches
Abbildungssystem bezeichnen, wobei die "Einstel-
lung eines gewtinschten Sichtfeldes” des Detektors
bedeutet, dass durch eine Verstellung der Optik (z.
B. durch Translation eines oder mehrerer optischer
Elemente) diejenige Flache auf der Probenoberfla-
che (im Bereich der "Erfassungsseite) veranderbar
ist, von welcher ausgehend Warmestrahlung auf-
grund der optischen Abbildung zum strahlungsemp-
findlichen Bereich des Detektors gelangt. Diese somit
durch den Einstellungszustand der Erfassungsoptik
definierte Flache auf der Probenoberfléche ist das
”Sichtfeld”. Von aulBerhalb des eingestellten Sichtfel-
des von der Erfassungsseite der Probe ausgehende
Warmestrahlung gelangt demgegeniber nicht zum
Detektor und wird somit nicht erfasst.

[0013] Da bei der erfindungsgemafRen Vorrichtung
als Sichtfeld des Detektors wahlweise z. B. die ge-
samte Flache der Erfassungsseite der Probe (z. B.
eine der beiden Flachseiten einer plattchenférmigen
Probe) eingestellt werden kann, lasst sich damit vor-
teilhaft die Erfassung von Stérstrahlung aus der Pro-
benkammer stark unterdriicken und gleichzeitig ein
grofRer Anteil der von der Erfassungsseite der Probe
abgegebenen Warmestrahlung zum Detektor leiten.

[0014] Die erfindungsgemale Ldésung schliel3t kei-
neswegs aus, dass im Bereich zwischen der zu unter-
suchenden Probe und dem Detektor eine oder meh-
rere Blenden eingesetzt werden, um auf diese Weise
ebenfalls eine Storstrahlungsdetektion zu vermeiden.

[0015] Des Weiteren ist fir die erfindungsgemaliie
Vorrichtung wesentlich, dass die verstellbare Erfas-
sungsoptik wahlweise auch so eingestellt werden
kann, dass im Sichtfeld des Detektors lediglich ein
Teil der Erfassungsseite der zu untersuchenden Pro-
be liegt.

[0016] Eine fir hdhere Probentemperaturen zweck-
maRigerweise groRer dimensionierte Probenkammer

und die damit einhergehende VergréRerung des Ab-
standes zwischen Probe und Detektor kann im Rah-
men der Erfindung insofern in Kauf genommen wer-
den, als durch die Erfassungsoptik eine "Verengung
des Blickwinkels” des Detektors erzielbar ist, durch
welche aus der Probenkammerbeheizung resultie-
rende Warmestrahlung (Stérstrahlung) an einer Aus-
breitung bis hin zum Detektor gehindert wird.

[0017] Die Erfindung ermdglicht es somit, photother-
mische Untersuchungen insbesondere auch bei ho-
hen Probentemperaturen mit hoher Messgenauigkeit
und hoher Reproduzierbarkeit durchzuftihren.

[0018] Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht dar-
in, dass aufgrund der Einstellbarkeit eines Sichtfel-
des, welches kleiner als die Gesamtflache der Erfas-
sungsseite der Probe ist, eine ortsaufgeldste Erfas-
sung der von der Probe abgegebenen Warmestrah-
lung realisiert werden kann.

[0019] Ein weiterer Vorteil ergibt sich speziell fur den
Fall, dass verschieden grol3e und/oder verschieden
dicke Proben untersucht werden sollen, sei es im Ver-
lauf von separaten Messablaufen oder bei einer ge-
meinsamen Vermessung wahrend ein und desselben
Messablaufes (z. B. im Rahmen eines softwarege-
steuerten Messprogramms, unter Einsatz eines "Pro-
benwechslers”): Wenn beispielsweise verschieden
dicke Proben untersucht werden, so kann dies mit ei-
ner Veranderung der optisch-geometrischen Verhalt-
nisse von Probe zu Probe einhergehen, so dass sich
damit auch die Grolle des Sichtfeldes auf der Pro-
benoberflache, bei gleichbleibender optischer Abbil-
dung, verandert. Dieser in der Praxis oftmals sehr un-
erwlnschte Effekt kann jedoch durch die erfindungs-
gemal vorgesehene Verstellbarkeit der Erfassungs-
optik und somit des Sichtfeldes in einfacher Weise
kompensiert werden.

[0020] Die Verstellung der Erfassungsoptik kann
manuell oder z. B. softwaregesteuert automatisch er-
folgen. In diesem Zusammenhang ist anzumerken,
dass Abmessungsparameter, wie z. B. die Gré3e und
die Dicke einer Probe, in der Regel bekannt sind, so
dass diese Parameter bei einer manuellen Verstel-
lung durch einen Benutzer bzw. bei einer automa-
tischen Verstellung in einem programmgesteuerten
Messablauf (nach Eingabe solcher Parameter durch
den Benutzer) berlcksichtigt werden kénnen, um ein
jeweils fur eine bestimmte Probe gewiinschtes Sicht-
feld einzustellen.

[0021] Bei einer Untersuchung mehrerer hinsichtlich
ihrer Abmessungen verschiedener Proben kann so-
mit insbesondere eine Einstellung des Sichtfeldes in
jeweils gleicher Gréle realisiert werden.

[0022] Im folgenden wird im Zusammenhang mit
flachig ausgedehnten Proben diejenige Flachseite,
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auf welche der elektromagnetische Anregungsstrahl
gerichtet ist, auch als "Vorderseite” (und die ande-
re Flachseite dementsprechend als "Riickseite”) be-
zeichnet. Diese Terminologie bzw. Definition ist je-
doch rein willkirlich und dient lediglich zur anschau-
licheren Bezeichnung der jeweiligen Flachseiten.

[0023] In einer Ausfihrungsform der Erfindung ist als
die Anregungsseite eine erste Flachseite ("Vordersei-
te”) einer flachig ausgedehnten, z. B. plattchenférmi-
gen Probe und als die Erfassungsseite eine der ers-
ten Flachseite abgewandte zweite Flachseite ("Rick-
seite”) der Probe vorgesehen.

[0024] In diesem Fall wird vom Detektor eine von der
Ruckseite abgegebene Warmestrahlung erfasst, wel-
che durch die vom Anregungsstrahl auf der Vorder-
seite hervorgerufene Erwarmung (nach Ausbreitung
eines oder mehrerer Warmepulse bzw. Warmewellen
durch die Probe hindurch) bewirkt wurde.

[0025] In einer anderen Ausfiihrungsform sind die
Anregungsseite und die Erfassungsseite der Probe
identisch, also von ein und derselben "Probenseite”
gebildet. Bei einer flachig ausgedehnten, z. B. platt-
chenférmigen Probe bedeutet dies, dass sowohl die
elektromagnetische Anregung als auch die Warme-
strahlungserfassung auf derselben Flachseite ("Vor-
derseite”) erfolgen.

[0026] In diesem Fall wird vom Detektor eine von
der Vorderseite abgegebene Warmestrahlung er-
fasst, welche abhangig von der vom Anregungsstrahl
ebenfalls auf der Vorderseite hervorgerufenen Erwar-
mung bewirkt wurde. in dieser Weise kénnen insbe-
sondere auch Proben untersucht werden, bei denen
die vom Anregungsstrahl erzeugte Wéarme sich nicht
oder nur sehr langsam und/oder schwach durch die
Probe hindurch ausbreitet.

[0027] Der Einsatz der Erfindung ist nicht auf be-
stimmte Arten von Proben beschrankt. Neben festen
(z. B. metallischen) Proben kénnen daher insbeson-
dere z. B. auch flussige, pulverférmige oder eine in-
nere Struktur aufweisende (z. B. schichtartig aufge-
baute) Proben untersucht werden. Fir die Gestaltung
jeweils geeigneter Probenaufnahmen des Probenhal-
ters kann vorteilhaft auf aus dem Stand der Tech-
nik an sich bekannte Probenhalterkonstruktionen zu-
rickgegriffen werden. Fir nicht-feste Proben (z. B.
flissige oder pulverférmige Proben) sind die hier auf
die Probenform bezogenen Begriffe wie Flachseite,
Vorderseite, Riickseite, plattchenférmig etc. auf die
in der Untersuchungssituation vorliegende Form der
betreffenden Probe bezogen. In diesem Sinne kén-
nen z. B. auch plattchenférmig-fliissige Proben unter-
sucht werden.

[0028] Hinsichtlich der Lagerung solcher formveran-
derlicher Proben z. B. in einer etwa wannenférmi-

gen Probenaufnahme kann vorgesehen sein, dass
die elektromagnetische Anregung und/oder die War-
mestrahlungserfassung an einer an eine Wannen-
wandung der Probenaufnahme angrenzenden Pro-
benseite erfolgt. Bei einer Anregung der Probe im
Bereich einer solchen Wandung kann z. B. durch
geeignete Wahl des Wannenmaterials sichergestellt
werden, dass der Anregungsstrahl sich nennenswert
durch das Wannenmaterial hindurch bis hin zur Pro-
be ausbreitet. Alternativ oder zuséatzlich kann jedoch
auch eine nennenswerte Absorption des Anregungs-
strahls im Wannenmaterial vorgesehen sein (dessen
dadurch bewirkte Temperaturvariation dann Uber ei-
ne Warmeleitung zu einer entsprechenden Tempe-
raturvariation des Probenmaterials fihrt). Analoges
gilt fur die Wéarmestrahlungserfassung. Eine direk-
te Erfassung der Warmestrahlung einer an Wannen-
material angrenzenden Probenseite erfordert eine
entsprechende Durchlassigkeit des Wannenmateri-
als fur die Warmestrahlung. Alternativ oder zusétzlich
kann die Warmestrahlungserfassung jedoch auch
teilweise indirekt erfolgen, indem durch Temperatur-
variationen der betreffenden Probenseite hervorgeru-
fene Temperaturvariationen bzw. Warmestrahlungs-
anteile des Wannenmaterials vom Detektor erfasst
werden.

[0029] Die verstellbare Erfassungsoptik kann ein
oder mehrere refraktive optische Elemente, wie z. B.
spharische oder aspharische Linsen umfassen. Al-
ternativ oder zusatzlich kénnen auch reflektive opti-
sche Elemente (z. B. sphéarische oder aspharische
Spiegel) als Komponenten der Erfassungsoptik ein-
gesetzt werden.

[0030] Jedes refraktive optische Element sollte aus
einem Material gefertigt sein, welches eine mdglichst
hohe Transmission im Bereich des zu erwartenden
Spektrums der zu erfassenden Warmestrahlung be-
sitzt. In dieser Hinsicht kdnnen solche Elemente z.
B. aus einem Material auf Basis von Ge, ZnSe, ZnS,
CaF, oder MgF, gefertigt sein.

[0031] Bei reflektiven optischen Elementen kann ei-
ne entsprechend hohe Reflektivitdt im relevanten
Spektralbereich durch eine geeignete Oberflachen-
beschichtung realisiert werden.

[0032] In einer Ausfuhrungsform ist vorgesehen,
dass jedes optische Element der verstellbaren Erfas-
sungsoptik an wenigstens einer Stelle im Wellenlan-
genintervall von 2 ym bis 6 um einen Transmissions-
koeffizienten (bzw. Reflektionskoeffizienten) von min-
destens 0,6, bevorzugt mindestens 0,8 besitzt.

[0033] Wie bereits erwahnt istim Rahmen der Erfin-
dung eine manuelle Verstellung der Erfassungsoptik
mdglich, beispielsweise indem (wenigstens) ein ge-
bremst verschiebbar gelagertes optisches Element
der Erfassungsoptik manuell verlagert wird, oder ein
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optisches Element durch ein anderes optisches Ele-
ment (z. B. mit anderer Brennweite) ersetzt wird, oder
ein in einer Elementhalterung wie z. B. Steckauf-
nahme gelagertes optisches Element von einer hier-
fur vorgesehenen Elementhalterung in eine an ande-
rer Stelle angeordnete Elementhalterung "umgesetzt”
wird.

[0034] Bevorzugt ist jedoch ein ansteuerbarer, ins-
besondere softwaregesteuert ansteuerbarer (z. B.
elektromotorischer oder z. B. hydraulischer) Antrieb
zur Verlagerung (wenigstens) eines optischen Ele-
mentes der Erfassungsoptik vorgesehen, um die
Erfassungsoptik zur Einstellung des gewlnschten
Sichtfeldes zu verstellen.

[0035] Falls zwischen dem Probenhalter und dem
Detektor eine oder mehrere Blenden zur Stérstrah-
lungsunterdriickung vorgesehen sind, so soll im Rah-
men der Erfindung nicht ausgeschlossen sein, dass
die Verstellung der Erfassungsoptik zusatzlich zur
Verlagerung wenigstens eines refraktiven oder re-
flektiven optischen Elementes auch eine Mitverlage-
rung wenigstens einer solchen Blende involviert.

[0036] In einer Ausflihrungsform ist als Antrieb bei-
spielsweise ein Linearantrieb vorgesehen, mittels
welchem eine Veranderung des Abstandes zwischen
einem optischen Element der Erfassungsoptik und
der Probe und/oder eine Veranderung des Abstan-
des zwischen einem optischen Element der Erfas-
sungsoptik und dem Detektor mdglich ist. Das be-
treffende optische Element kann hierfir z. B. in ei-
ner Linearfihrung verschieblich in Richtung einer op-
tischen Elementachse gelagert sein, wobei der an-
steuerbare Antrieb in geeigneter Weise mit dem op-
tischen Element bzw. einer Elementhalterung gekop-
pelt ist.

[0037] Alternativ oder zusatzlich zu einer automati-
schen Verstellung durch Translation (wenigstens) ei-
nes optischen Elementes entlang seiner optischen
Achse kann auch ein (z. B. softwaregesteuert an-
steuerbarer) angetriebener Elementwechsel vorge-
sehen sein, bei welchem (wenigstens) ein optisches
Element der Erfassungsoptik durch (wenigstens) ein
anderes optisches Element ersetzt wird. Bei dieser
Ausfuhrungsform kénnen gewissermallen mehrere
optische Elemente bzw. Erfassungsoptiken in der
Vorrichtung vorgehalten und im laufenden Untersu-
chungsprozess je nach Bedarf getauscht werden. Ei-
ne konstruktiv besonders einfache Ausfiihrungsform
sieht hierzu einen so genannten Revolver vor. Bei ei-
nem solchen Revolver kénnen mehrere optische Ele-
mente mit parallelen optischen Achsen entlang eines
Kreises bzw. Kreisbogens (in Umfangsrichtung zu-
einander beabstandet) angeordnet sein und durch ei-
ne entsprechende Drehung um eine Achse (Revol-
verachse), die parallel zu den optischen Achsen und
durch den Kreismittelpunkt verlauft, jeweils bedarfs-

weise in den erfassungsseitigen Strahlengang der
Vorrichtung gebracht werden. Alternativ oder zuséatz-
lich zu einer Drehung des Revolvers zwecks Elemen-
taustausch kann auch eine ansteuerbar angetriebene
Translation des Revolvers in Richtung der Revolver-
achse zwecks Translation des im Strahlengang be-
findlichen Elements vorgesehen sein.

[0038] Falls die Verstellung der Erfassungsoptik die
Moglichkeit eines Austausches eines optischen Ele-
mentes involviert, so kénnen die vorgehaltenen op-
tischen Elemente sich insbesondere in ihrer Brenn-
weite voneinander unterscheiden. Alternativ oder zu-
satzlich kommt in Betracht, optische Elemente mit
voneinander verschiedenen optischen Transmissi-
onseigenschaften (bzw. bei reflektiven Elementen
Reflektionseigenschaften) vorzuhalten, um beispiel-
weise dem Umstand Rechnung zu tragen, dass
die spektrale Zusammensetzung der zu erfassenden
Waérmestrahlung in gewissem Mal} von der jeweils
aktuell zu untersuchenden Probe und der jeweiligen
Probentemperatur abhangt.

[0039] Alternativ zu einem Revolver, bei welchem
die Elementauswahl durch eine Drehung erfolgt,
kann auch eine Mehrzahl von optischen Elementen
mit zueinander parallelen, jedoch entlang einer ge-
raden Strecke voneinander beabstandeten optischen
Achsen vorgesehen sein, so dass eine Elementaus-
wahl durch translatorische Verschiebung der Anord-
nung durchgefiihrt werden kann.

[0040] In einer Ausfuhrungsform ist vorgesehen,
dass die temperierbare Probenkammer derart ausge-
bildet ist, dass die Temperierung der Probe auf eine
Probentemperatur von mehr als 300°C, insbesonde-
re mehr als 400°C mdglich ist.

[0041] Der Begriff "Probenkammer” bezeichnet ei-
nen zur Unterbringung des Probenhalters vorgesehe-
nen und mit im Wesentlichen gleichmaRiger Tempe-
ratur temperierbaren Raumbereich der Vorrichtung.
In einer Ausfiihrungsform ist die Probenkammer im
Wesentlichen vollsténdig geschlossen, d. h. von Pro-
benkammerwandungen umgeben. Eine solche ge-
schlossene Probenkammer kann z. B. einen Tem-
perierungsmantel (enthaltend Heiz- und/oder Kih-
leinrichtungen) und stirnseitige Abschlusswandun-
gen aufweisen. Falls die Anregung und/oder die Er-
fassung durch eine solche Stirnwandung hindurch
vorgesehen ist, so kann die betreffende Wandung als
"Strahlungsfenster”, d. h. mit hinreichender optischer
Transmission fur die betreffende Strahlung ausgebil-
det sein.

[0042] In einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen,
dass der Probenhalter zur gleichzeitigen Anordnung
mehrerer Proben in der Probenkammer ausgebildet
ist und Mittel zur Auswahl jeweils einer dieser Proben
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als eine aktuell zu untersuchende Probe vorgesehen
sind.

[0043] Beispielsweise kann ein solcher "Mehrfach-
Probenhalter” mit mehreren Probenaufnahmen vor-
gesehen sein, von denen sich durch eine entspre-
chende Betatigung des Probenhalters (z. B. durch ei-
ne Verdrehung und/oder eine Verschiebung dessel-
ben) jeweils eine der in den mehreren Probenaufnah-
men aufgenommenen Proben als eine aktuell zu un-
tersuchende Probe an eine Stelle platzieren lasst, an
welcher der Anregungsstrahl auf die Probe auftrifft
und das Sichtfeld des Detektors auf die Probe aus-
gerichtet ist.

[0044] In diesem Sinne kann also z. B. ein festste-
hender optischer Anregungs/Erfassungs-Pfad vorge-
sehen sein, der von der Anregungsquelle (z. B. Blitz-
lampe, Laser, etc.) Uber den Probenhalter zum De-
tektor verlauft, wobei die jeweils aktuell zu vermes-
sende Probe in diesen feststehenden Pfad hinein ver-
lagert wird, indem der Probenhalter bzw. die Pro-
benkammer (mitsamt darin enthaltenen Probenhal-
ter) hierzu geeignet bewegt wird. Hierzu kann z. B.
wieder ein "Revolver” vorgesehen sein (wie oben be-
reits fur die Erfassungsoptik beschrieben), um ei-
ne jeweils auszuwahlende Probe in den Anregungs/
Erfassungs-Pfad hineinzubewegen oder herauszu-
bewegen. Alternativ zu einer Drehung kommt eine
translatorische Bewegung eines Probenhalters in Be-
tracht, welcher mehrere entlang einer Reihe angeord-
nete Probenaufnahmen besitzt.

[0045] In einer anderen Ausfihrungsformist der Pro-
benhalter ebenfalls als Mehrfach-Probenhalter aus-
gebildet, jedoch feststehend (stationar), wobei zur
Auswahl einer der aufgenommenen Proben als eine
aktuell zu untersuchende Probe eine entsprechen-
de Bewegung der "Anregungs- und Erfassungsan-
ordnung”, d. h. der Anregungsquelle samt etwaig vor-
gesehener anregungsseitiger Optik und des Detek-
tors samt Erfassungsoptik, relativ zu den (stationa-
ren) Proben vorgesehen ist. Bei dieser Ausfiihrung
wird gewissermallen der optische Anregungs/Erfas-
sungs-Pfad zur betreffenden Probe verlagert (und
nicht umgekehrt).

[0046] Wie bereits erwahnt kénnen die Anregungs-
seite und die Erfassungsseite der Probe von ver-
schiedenen Seiten der Probe, also Vorderseite und
Ruckseite, gebildet sein. In diesem Fall verlauft
der vorstehend erwdhnte Anregungs/Erfassungs-
Pfad von der Anregungsquelle zur Probenvordersei-
te und von der Probenrtickseite weiter zum Detektor.
Die Anregungsseite und die Erfassungsseite der Pro-
be kénnen jedoch auch von ein und derselben Pro-
benseite bzw. der Probenvorderseite gebildet sein. In
diesem Fall verlauft der genannte Anregungs/Erfas-
sungs-Pfad von der Anregungsquelle zur Probenvor-
derseite und weiter von der Probenvorderseite zum

Detektor. Hierbei kann gemaR einer Ausfihrungsva-
riante vorgesehen sein, dass der Anregungsstrahl
die gesamte Probenvorderseite bestrahlt. Alternativ
wird nur ein Teil bestrahlt ("Anregungsspot”). In ana-
loger Weise bestehen fiir die Erfassung der War-
mestrahlung die zwei Moglichkeiten, diese Wéarme-
strahlung fir die gesamte Probenvorderseite oder
nur fur einen Teil der Probenvorderseite ("Detekti-
onsspot”) zu erfassen. Falls ein Anregungsspot und
ein Erfassungsspot vorgesehen sind, so sind diese
gemal einer Ausfihrungsform auf der Probenober-
flache voneinander beabstandet. Denkbar ist jedoch
auch eine Ausgestaltung des Anregungs/Erfassungs-
Pfades, bei welcher der Detektionsspot mit dem An-
regungsspot tUberlappt oder identisch ist.

[0047] Gemall eines weiteren Aspekts der Erfin-
dung wird die eingangs gestellte Aufgabe bei einem
Verfahren der eingangs genannten Art dadurch ge-
I6st, dass mittels einer zwischen dem Probenhalter
und dem Detektor vorgesehenen verstellbaren Erfas-
sungsoptik ein gewlnschtes Sichtfeld des Detektors
auf der Probenoberflache derart eingestellt wird, dass
im Sichtfeld des Detektors je nach Einstellung die-
ser Optik wahlweise die gesamte oder lediglich ein
Teil der Erfassungsseite der zu untersuchenden Pro-
be liegt.

[0048] Die oben bereits fiir die erfindungsgemalie
Vorrichtung beschriebenen Ausfiihrungsformen und
besonderen Gestaltungsdetails kdnnen, einzeln oder
in beliebiger geeigneter Kombination, in analoger
Weise auch fur das erfindungsgemafle Verfahren
vorgesehen sein.

[0049] So kann bei dem Verfahren beispielsweise
vorgesehen sein, dass als Anregungsseite eine erste
Flachseite (Vorderseite) einer flachig ausgedehnten
Probe und als Erfassungsseite eine der ersten Flach-
seite abgewandte zweite Flachseite (Rickseite) der
Probe vorgesehen ist.

[0050] Ferner kann beispielsweise vorgesehen sein,
dass die Einstellung der Erfassungsoptik in Abhan-
gigkeit von den Abmessungen (z. B. Gréf3e und/oder
Dicke) der zu untersuchenden Probe durchgefuhrt
wird.

[0051] Dies istbeispielsweise dann von grofem Vor-
teil, wenn bei einem softwaregesteuert ablaufenden
Messprogramm gleichzeitig verschieden grof3e und/
oder verschieden dicke Proben untersucht werden
und eine wahrend des Ablaufes des Messprogramms
durch die Software automatisierte Einstellung der Er-
fassungsoptik bewirkt wird. Damit ist es z. B. méglich,
bei verschieden dicken Proben durch entsprechende
Verstellung der Erfassungsoptik das Sichtfeld bzw. z.
B. einen Sichtfeldradius fiir alle Proben konstant zu
halten.
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[0052] In einer Ausfiihrungsform ist vorgesehen,
dass bei einer Einstellung der Erfassungsoptik, bei
welcher als Sichtfeld lediglich ein Teil der Erfassungs-
seite der zu untersuchenden Probe eingestellt ist, ei-
ne die Probe ortsaufgel6st abtastende photothermi-
sche Untersuchung der Probe durchgefihrt wird.

[0053] Insbesondere kann hierbei detektionsseitig
eine "Matrixvermessung” der Probe oder mehrerer
am Probenhalter aufgenommener Proben erfolgen,
wobei im Falle mehrerer (im Verlauf des Messpro-
gramms gewechselter Proben) durch Konstanthal-
tung des Sichtfeldes vorteilhaft eine fir die verschie-
denen Proben einheitliche (detektionsseitige) Orts-
auflésung der Messung realisiert werden kann. Alter-
nativermdglicht die Erfindung vorteilhaft jedoch auch,
dass fir jede zu untersuchende Probe ein individu-
ell durch den Benutzer oder eine Software zu Steue-
rung von Messabldufen vorgegebenes Sichtfeld ein-
gestellt wird.

[0054] Mittels einer bevorzugt programmgesteuer-
ten Steuereinrichtung koénnen alle ansteuerbaren
Vorrichtungskomponenten gemal eines vorgegebe-
nen Messprogramms angesteuert werden, wobei im
Rahmen einer Softwaresteuerung auch vorab einge-
gebene Benutzereingaben (z. B. betreffend die Art
und/oder Abmessungen der Probe(n)) beriicksichtigt
werden kénnen. Des Weiteren kénnen z. B. Parame-
ter eingebbar sein, anhand derer die gewinschten
Mess(proben)temperaturen festgelegt werden (z. B.
mit einer maximalen Messtemperatur von mehr als
300°C, insbesondere mehr als 400°C). SchlieRlich
kénnen auch Parameter betreffend die Anregung ein-
gebbar sein, etwa zur Festlegung einer Leistung bzw.
einer zeitlichen Leistungsvariation der Anregungs-
quelle (z. B. bei einer gepulsten Lichtquelle: Pulsdau-
er, Pulsabstand und/oder Pulsenergie).

[0055] In einer Ausflihrungsform des Untersu-
chungsverfahrens ist vorgesehen, dass die tem-
perierbare Probenkammer derart angesteuert wird,
dass eine Temperierung der Probe auf eine Proben-
temperatur von mehr als 300°C, insbesondere mehr
als 400°C, beispielsweise auf etwa 500°C erfolgt.

[0056] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
Ausfuhrungsbeispiels mit Bezug auf die beigefligten
Zeichnungen weiter beschrieben. Es stellen dar:

[0057] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines
Ausfihrungsbeispiels einer Vorrichtung zur photo-
thermischen Untersuchung von Proben,

[0058] Fig. 2 eine vergrdlRerte Detaildarstellung von
Fig. 1 zur Veranschaulichung einer Einstellung einer
Erfassungsoptik, wobei fir zwei verschiedene Ein-
stellungen sich ergebende Strahlengéange der War-
mestrahlung eingezeichnet sind, und

[0059] Fig. 3 eine Darstellung &hnlich der Fig. 2, je-
doch mit Veranschaulichung der Beeinflussung eines
"Blickwinkelbereiches” eines bei der Vorrichtung von
Fig. 1 verwendeten Detektors je nach Einstellung der
Erfassungsoptik.

[0060] Fig. 1 zeigt ein Ausfiihrungsbeispiel einer
Vorrichtung 10 zur photothermischen Untersuchung
von Proben 12, 12', die in hierfir vorgesehenen Pro-
benaufnahmen eines Mehrfach-Probenhalters 13 der
Vorrichtung 10 aufgenommen sind. Im in der Figur
dargestellten Zustand wird die Probe 12 untersucht.

[0061] Die Vorrichtung 10 umfasst ferner eine ge-
pulst betriebene Hochleistungs-Xenonblitzlampe 14
als eine Anregungsquelle zum Erzeugen eines auf
eine Vorderseite 16 der Probe 12 gerichteten elek-
tromagnetischen Anregungsstrahls 18. Die Energie
der einzelnen Anregungspulse betragt etwa 10 J
und ist vom Benutzer an einer (nicht dargestellten)
programmgesteuerten Steuereinrichtung einstellbar.
Diese Steuereinrichtung steuert im Rahmen von
wahlbaren Messprogrammen den Betrieb samtlicher
ansteuerbarer Komponenten der Vorrichtung 10.

[0062] Im dargestellten Beispiel wird der gepulste
Anregungsstrahl 18 mittels eines Reflektors 20 und
einer Kollimations- bzw. Fokussierungslinse 22 auf
die als "Anregungsseite” fungierende Probenvorder-
seite 16 gerichtet, wobei im dargestellten Beispiel die
gesamte Flache der Probenvorderseite 16 gleichma-
Rig bestrahlt wird (vgl. in Fig. 1 eingezeichnete Blitz-
lichtstrahlen). Abweichend davon kénnte jedoch auch
ein kleinerer Bereich der Probenvorderseite 16 be-
strahlt werden.

[0063] In einer Weiterbildung der Erfindung ist die
"Anregungsoptik”, im dargestellten Ausfiihrungsbei-
spiel also z. B. die Linse 22, verstellbar vorgese-
hen, so dass eine Einstellung des mit dem Anre-
gungsstrahl zu bestrahlenden Bereiches auf der An-
regungsseite der Probe vorgenommen werden kann.
Analog zur Verstellung der Erfassungsoptik kann
auch die anregungsseitige Verstellung gegebenen-
falls im Rahmen eines Messprogrammablaufs (z. B.
softwaregesteuert) bewirkt werden.

[0064] Die einzelnen "Heizpulse” (Anregungsstrahl
18) der Blitzlampe 14 bewirken eine zeitabhangige
(hier: gepulste) Erwéarmung der Probenvorderseite
16, so dass davon ausgehend eine Warmepulsaus-
breitung durch das Material der Probe 12 hindurch
resultiert.

[0065] In an sich bekannter Weise kann somit durch
eine Erfassung der infolge dieser Heizpulse auf der
Ruckseite 24 der Probe 12 abgegebenen Warme-
strahlung 26 eine Untersuchung ("photothermische
Untersuchung”) von physikalischen Eigenschaften
der Probe 12 realisiert werden. Damit messbare phy-
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sikalische GréfR3en sind insbesondere die Warmeleit-
fahigkeit bzw. Temperaturleitfahigkeit des betreffen-
den (z. B. homogenen) Probenmaterials. Je nach
konkreter Ausgestaltung der photothermischen Un-
tersuchung kann diese Methode sogar Aufschluss
Uber die innere Struktur der untersuchten Probe lie-
fern.

[0066] Bei einer sehr einfachen Verfahrensvariante
erfolgt sowohl die elektromagnetische Anregung, im
dargestellten Beispiel an der Probenvorderseite, als
auch die Warmestrahlungserfassung, im dargestell-
ten Beispiel an der Probenrickseite, ohne Ortsauflé-
sung, d. h. Uber die gesamte Vorderseite bzw. Rick-
seite der betreffenden Probe verteilt bzw. kumuliert.
Mit dieser Methode lasst sich z. B. die Warmeleitfa-
higkeit oder die Temperaturleitfahigkeit von Proben
aus homogenem Material sehr prézise ermitteln.

[0067] Im dargestellten Beispiel ist zur Erfassung der
von der Probenriickseite 24 abgegebenen Warme-
strahlung 26 ein (bevorzugt gekihlter) Infrarotdetek-
tor 28 mit einem strahlungsempfindlichen Detektor-
bereich 30 vorgesehen, wobei zwischen dem Pro-
benhalter 13 und dem Detektor 28 bzw. dessen De-
tektorflache 30 eine verstellbare Erfassungsoptik vor-
gesehen ist, die zur Einstellung eines gewinschten,
bevorzugt kreisrunden "Sichtfeldes” des Detektors 28
auf der Probenruckseite 24 verstellbar ist.

[0068] Die verstellbare Erfassungsoptik kann wie
dargestellt eine in Richtung einer optischen Achse A
verlagerbare Linse 32 umfassen bzw. aus einer sol-
chen Linse gebildet sein. Die Verlagerbarkeit der Lin-
se 32istin Fig. 1 durch einen Pfeil 34 symbolisiert. Ei-
ne automatische Verlagerung der Linse 32 wird durch
einen mit einer Linsenfassung gekoppelten und in
Richtung der optischen Achse A wirkenden Linearan-
trieb realisiert (in Fig. 1 nicht dargestellt).

[0069] Mit der Verstellbarkeit der Erfassungsoptik,
hier der Linse 32, wird eine "Zoomoptik” realisiert, mit-
tels welcher festgelegt werden kann, aus welchem
Bereich ausgehende Warmestrahlung zum Detektor-
bereich 30 gelangt. In diesem Zusammenhang ist
von Bedeutung, dass bei der Vorrichtung 10 der Pro-
benhalter 13 in einer temperierbaren Probenkammer
36 untergebracht ist, um im Rahmen des Messpro-
gramms eine gewlnschte Temperierung der zu un-
tersuchenden Proben 12, 12" durchzufiihren, so dass
prinzipiell die Gefahr besteht, dass unerwiinschte
"Storstrahlung” (durch eine Beheizung der Proben-
kammer 36 bedingt) ebenfalls zum Detektorbereich
30 gelangt.

[0070] Im dargestellten Beispiel umfasst ein Mantel
der Probekammer 36 elektrisch betriebene Heizele-
mente 38 und optional eine in angesteuerter Weise
von einem Kuhlmittel durchstrémbare Kihlpassage
40.

[0071] Stirnseitige Enden der Probenkammer 36
sind im dargestellten Beispiel von optischen Filtern
42 (anregungsseitig) und 44 (detektionsseitig) gebil-
det. Deren Filtercharakteristiken sind so vorgesehen,
dass eine Transmission jeweils méglichst nur fiir den
zu erwartenden Spektralbereich gegeben ist, also ei-
nerseits fir das Spektrum des Anregungsstrahls 18
(Filter 42) und andererseits fir das Spektrum der
Waérmestrahlung 26 (Filter 44).

[0072] Fig. 2 veranschaulicht anhand einer ver-
groRerten Detaildarstellung die Funktionsweise der
"Zoomoptik” (hier: verstellbare Linse 32).

[0073] Bei der in Fig. 2 mit durchgezogenen Lini-
en dargestellten Einstellung der Linse 32 wird die
(gesamte) Riickseite 24 der Probe 12 (vgl. durch-
gezogenen "Gegenstandspfeil”’) auf die Flache des
strahlungsempfindlichen Detektorbereiches 30 abge-
bildet. Bei dieser Einstellung wird somit die gesam-
te von der Probenrickseite 24 ausgehende Warme-
strahlung vom Detektor 28 erfasst. Etwaig "an der
Probe vorbei” gehende Warmestrahlung aus der Pro-
benkammer wird durch dieses optische System vor-
teilhaft nicht auf den Detektorbereich 30 abgebildet.
Eine Erfassung solcher "Storstrahlung” ist somit vor-
teilhaft unterdriickt.

[0074] Nach einer Verstellung der Linse 32 in die
durch gestrichelte Linien dargestellte Position wird
nurmehr ein Teil der Probenriickseite 24 (vgl. ge-
strichelten kleineren "Gegenstandspfeil”) auf die Fla-
che des strahlungsempfindlichen Detektorbereiches
30 abgebildet. Diese Einstellung kann z. B. vorteil-
haft auch dazu genutzt werden, eine detektionsseitig
ortsaufgeldst abtastende Untersuchung der Probe 12
durchzufiihren. An der Probe 12 vorbeigehende Stor-
strahlung wird vorteilhaft auch bei dieser Einstellung
unterdrickt.

[0075] Eine ortsaufgeldste abtastende photothermi-
sche Untersuchung der Probe 12 kann in dieser Si-
tuation beispielsweise dergestalt durchgefihrt wer-
den, dass die Position der Probe 12 schrittweise
in Querrichtung(en), d. h. orthogonal zur optischen
Achse A, verlagert wird, um damit die von verschie-
denen Stellen der Probenriickseite 24 ausgehende
Waérmestrahlung separat zu vermessen. Insbesonde-
re bei einer derartigen Messmethode kann auch anre-
gungsseitig eine Fokussierung des Anregungsstrahls
18 auf einen kleinen Teil ("Spot”) der Probenvorder-
seite 16 von Vorteil sein.

[0076] Wenngleich dies in der Figur nicht dargestellt
ist, so kann der Detektor 28 im Bereich vor dessen
strahlungsempfindlichen Bereich 30 vorteilhaft eine
feststehende Blende aufweisen, mittels welcher ein
Winkelbereich (z. B. "Blickwinkelkegel”) des Detek-
tors 28 definiert wird, innerhalb dessen Strahlung
zum strahlungsempfindlichen Bereich 30 gelangen
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kann. Die Wirkung einer solchen Detektorblende in
Verbindung mit der tibrigen Erfassungsoptik sollte so
vorgesehen sein, dass damit die gewlinschte Ver-
stellwirkung der Erfassungsoptik nicht beeintrachtigt
wird.

[0077] Fig. 3 veranschaulicht nochmals die Funkti-
onsweise der "Zoomoptik” in einer anderen Betrach-
tungsweise. Dargestellt ist hier ein "Blickwinkelbe-
reich” 46 des Detektors 28, der je nach Position der
Linse 32 auf einen unterschiedlich stark "verengten
Blickwinkelbereich” 48 bzw. 50 im Bereich der Probe
12 transformiert wird.

[0078] Zusammenfassend wird bei der Vorrichtung
10 detektorseitig eine verstellbare Erfassungsoptik
(Zoomoptik) verwendet, so dass das auf der aktuell
zu untersuchenden Probe sich ergebende Sichtfeld
des Detektors vorteilhaft variiert werden kann. Damit
kann z. B. mittels Elektronik bzw. Software insbeson-
dere auf unterschiedliche Probengréfien und -dicken
reagiert werden. Wenn im Messablauf beispielswei-
se ein Wechsel von der dargestellten Probe 12 auf
die (dickere) Probe 12" erfolgt (z. B. automatisiert), so
wirde sich bei unveranderter Erfassungsoptik ein et-
was kleineres Sichtfeld auf der Probe 12' (als auf der
Probe 12) ergeben. Dieser Effekt kann jedoch vor-
teilhaft gewiinschtenfalls durch eine geeignete (be-
vorzugt automatisierte) Verstellung der Erfassungs-
optik kompensiert werden. Wenn in dieser Weise z.
B. konstant gehaltene Sichtfeldgrofien fir verschie-
dene Proben vorgesehen werden, so kbnnen besser
vergleichbare Messergebnisse fiir die verschiedenen
Proben erhalten werden.

Patentanspriiche

1. Vorrichtung (10) zur photothermischen Untersu-
chung einer Probe (12), mit einer Anregungsquelle
(14, 20, 22) zum Erzeugen eines auf eine Anregungs-
seite der Probe (12) gerichteten elektromagnetischen
Anregungsstrahls (18), einem Detektor (28) zum Er-
fassen einer von einer Erfassungsseite der Probe
(12) abgegebenen Warmestrahlung (26), und einer
temperierbaren Probenkammer (36) mit einem dar-
in untergebrachten Probenhalter (13) zur Anordnung
und Temperierung der Probe (12), dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen dem Probenhalter (13) und
dem Detektor (28) eine verstellbare Erfassungsoptik
vorgesehen ist, die zur Einstellung eines Sichtfeldes
des Detektors (28) auf der Probenoberflache derart
verstellbar ist, dass im Sichtfeld des Detektors (28) je
nach Einstellung dieser Optik wahlweise die gesam-
te oder lediglich ein Teil der Erfassungsseite der zu
untersuchenden Probe (12) liegt.

2. Vorrichtung (10) nach Anspruch 1, wobei als An-
regungsseite eine erste Flachseite (16) einer flachig
ausgedehnten Probe (12) und als Erfassungsseite ei-

ne der ersten Flachseite abgewandte zweite Flach-
seite (24) der Probe (12) vorgesehen ist.

3. Vorrichtung (10) nach Anspruch 1 oder 2, wobei
die Erfassungsoptik wenigstens ein refraktives opti-
sches Element (32) umfasst.

4. Vorrichtung (10) nach einem der vorangehen-
den Anspriiche, wobei die verstellbare Erfassungs-
optik derart ausgebildet ist, dass damit ein Ersatz we-
nigstens eines optischen Elementes (32) der Erfas-
sungsoptik durch wenigstens ein anderes optisches
Element ermdglicht ist.

5. Vorrichtung (10) nach einem der vorangehen-
den Anspriiche, wobei ein Linearantrieb vorgesehen
ist, mittels welchem eine Veranderung des Abstan-
des zwischen einem optischen Element (32) der Er-
fassungsoptik und der Probe (12) und/oder eine Ver-
anderung des Abstandes zwischen einem optischen
Element (32) der Erfassungsoptik und dem Detektor
(28) mdoglich ist.

6. Vorrichtung (10) nach einem der vorangehenden
Anspriche, wobei die temperierbare Probenkammer
(36) derart ausgebildet ist, dass die Temperierung der
Probe (12) auf eine Probentemperatur von mehr als
300°C, insbesondere mehr als 400°C moglich ist.

7. Vorrichtung (10) nach einem der vorangehenden
Anspriiche, wobei der Probenhalter (13) zur gleich-
zeitigen Anordnung mehrerer Proben (12, 12) in der
Probenkammer (36) ausgebildet ist und Mittel zur
Auswahl jeweils einer dieser Proben als eine aktuell
zu untersuchende Probe (12) vorgesehen sind.

8. Verfahren zur photothermischen Untersuchung
einer Probe (12), bei dem ein elektromagnetischer
Anregungsstrahl (18) auf eine Anregungsseite der
Probe (12) gerichtet wird und eine von einer Erfas-
sungsseite der Probe (12) abgegebene Warmestrah-
lung (26) mittels eines Detektors (28) erfasst wird,
wobei die Probe (12) an einem in einer temperierba-
ren Probenkammer (36) untergebrachten Probenhal-
ter (13) gehalten und temperiert wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mittels einer zwischen dem Pro-
benhalter (13) und dem Detektor (28) vorgesehenen
verstellbaren Erfassungsoptik ein Sichtfeld des De-
tektors (28) auf der Probenoberflache derart einge-
stellt wird, dass im Sichtfeld des Detektors (28) je
nach Einstellung dieser Optik wahlweise die gesam-
te oder lediglich ein Teil der Erfassungsseite der zu
untersuchenden Probe (12) liegt.

9. Verfahren nach Anspruch 8, wobei die Einstel-
lung der Erfassungsoptik in Abhangigkeit von den Ab-
messungen, insbesondere einer Gréke und/oder Di-
cke, der zu untersuchenden Probe (12) durchgefiihrt
wird.
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10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, wobei bei
einer Einstellung der Erfassungsoptik, bei welcher als
Sichtfeld lediglich ein Teil der Erfassungsseite der
zu untersuchenden Probe (12) eingestellt ist, eine
die Probe (12) ortsaufgel6st abtastende photothermi-
sche Untersuchung der Probe (12) durchgefiihrt wird.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhéangende Zeichnungen
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Fig. 2
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Fig. 3 12
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